BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 16. Septenber 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0496/95 - 3.4.2

Anmel denumer : 89111873.9

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0404987

| PC: HO1L 31/0224, HO1L 31/105
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Ohnscher Kontakt far eine p-leitende Schicht eines |InP-
Substrates von Fotodi oden und Verfahren zu dessen Herstellung

Pat ent i nhaber:
S| EMENS AKTI ENGESELLSCHAFT

Ei nsprechender:

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 84

Schl agwor t :
"Kl arheit der Anspriche (verneint)
"Ent schei dung nach Akt enl age"

Zitierte Entschei dungen

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



EPA Form 3030 10. 93



Européaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0496/95 - 3.4.2

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekammer 3.4.2
vom 16. Sept enber 1999

Beschwer def threr: S| EMENS AKTI ENGESELLSCHAFT
Wttel sbacherplatz 2
D- 80333 Minchen (DE)

Vertreter: -

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zender : E. Turrini
Mtglieder: R Zott mann
M Lewent on

Ent schei dung der Prifungsabteilung des

Eur opai schen Patentants, die am

26. Januar 1995 zur Post gegeben wurde und
mt der die europai sche Patentanmnel dung
Nr. 89 111 873.9 aufgrund des

Artikels 97 (1) EPU zuriickgew esen wor den
i st.
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Sachverhalt und Antréage

2026.D

Di e Beschwerdefidhrerin (Annelderin) |egte gegen die

Ent schei dung der Prifungsabteil ung, die européi sche

Pat ent annel dung 89 111 873.9 mt der Veroffentlichungs-
nunmer 0 404 987 zuruckzuwei sen, Beschwerde ein.

Sie reichte neue Patentanspriche ein und beantragte fur
den Fall, dalR dem Antrag auf Erteilung eines Patents

ni cht stattgegeben werden kdnnte, mindlich zu

ver handel n.

Es wurde ein Termn fur eine solche Verhandl ung
vereinbart. In einer Mtteilung der Beschwerdekamrer
gemall Artikel 11 Absatz 2 der Verfahrensordnung der
Beschwer dekammern wur de der Beschwerdef dhrerin
mtgeteilt, welche Mangel die Anspriche aufw esen. Unter
ander em wur de dar auf hi ngewi esen, dall der Anspruch 1
unkl ar ware (vgl. Punkt 5. der Mtteilung).

Dabei wurde neben anderen Dokunenten die Druckschriften

D1: | EEE El ectron Device Letters EDL-6, Nr. 2
(1985), S. 78-80, und
D5: M Kubat: "Power Sem conductors", Springer-V.,

1984, Kapitel 8.9 "Technol ogy of Ohmc
Contacts and p*p and n*n Junctions" auf
S. 344- 349,

genannt .
Chne sachlich auf die genannten Ei nwdnde ei nhzugehen,

wur de der Antrag auf mindliche Verhandl ung zurick-
genonmen und Ent schei dung nach Akt enl age beantragt.
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Der Anspruch 1 hat fol genden Wirtl aut:

"1. Ohnscher Kontakt fur eine |nP-Fotodi ode, bei der auf
ein I nP-Sustrat eine |InP-Pufferschicht, eine aktive

I nGaAs- oder I nGaAsP-Schicht, gegebenenfalls m ndestens
ei ne quat er nare Uber gangsschi cht und eine | nP-
Deckschi cht epitaktisch aufgebracht sind, bei der in

ei nen Bereich von der |InP-Deckschicht her ein den pn-
Uber gang bil dendes p*-dotiertes Gebiet eindiffundiert

I st, das auf einem Teil bereich seiner Oberfl ache eine
Kont akt net al | i si erung aufwei st und bei der zw schen der
Kont akt net al | i si erung und dem p*-doti erten Cebi et eine
p-1 eitende I nGaAs- oder | nGaAsP-2Zw schenschi cht
ausgebi | det ist, dadurch gekennzei chnet, dal die

Kont akt metal | i si erung (11) aus ei nem Kont akt materi al
besteht, das nicht einlegiert wrd."

Ent schei dungsgr inde
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Durch das neue kennzei chnende Merkmal (a) - die

Kont akt net al | i si erung besteht aus ei nem Kont akt materi al
(11), das nicht einlegiert wird - soll sich der

Cegenst and des Anspruchs 1 vom Stand der Techni k aus D1
unt er schei den.

Bei der Technol ogie fur die Herstellung von el ektrischen
Kont akt en zwi schen ei nem Metal |l und ei nem Hal bl ei ter

unt erschei det man u. a. fol gende Verfahren (vgl. z. B
D5, wobei die Technol ogie ersichtlich nicht auf

Lei stungshal bl ei ter ("Power Sem conductors") beschrankt
ist, sondern allgenein fiur Halbleiter gilt):
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(1) Hal bleiter-Metall-Einlegierung und

(2) Metallisierung der Hal bl eiteroberflache durch
(2.1) gal vanische Mttel
(2.2) chem sche Mttel und
(2.3) Aufdanpfen

Dabei schlielist das Verfahren (2) ein kurzes Erhitzen be
ni cht zu hohen Tenperaturen nicht aus, d. h. ein
Erhitzen, bei demes nicht zu einemtieferen

Ei ndi ffundi eren des Kontaktmaterials konmt, bei dem aber
dennoch ei ne ausrei chende Haftung erzielt wird (vgl.

z. B. D5 S. 346 unten und S. 347 oben). Es wird al so
deutlich unterschi eden zw schen Ei nl egi eren und

Metal |isieren.

Das Merkmal (a) ist unklar, da es zwei Interpretationen
zul ant:

A) das Kontaktmaterial wird durch Metallisierung
auf gebracht - also nach dem Verfahren (2) - , also
nicht einlegiert; oder

B) das Kontaktmaterial wird durch Metallisierung
auf gebracht und anschliefRend nicht einlegiert.

Wegen der Unterschei dung zwi schen den Verfahren 1
(Einlegieren) und 2 (Metallisieren) erscheint eine
weitere Interpretation (C), dall das Kontaktmaterial so
gewdhlt wird, dall es bei der Kontaktnetallisierung nicht
einlegiert wrd, abwegig. Aul3erdem ware den gesanten
Unterl agen ein sol ches Merkmal nicht entnehnbar.
Vielmehr ist dort (vgl. S. 2 Abs. 3; S. 3 Z 14-16

bezi eht sich auf eine D ode nach dem Stand der Techni k)
nur davon di e Rede, dall die Kontaktnetallisierungen be
der Erfindung nicht einlegiert werden missen. Daraus
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| &3t sich das Merkmal genmél3 Interpretation C oder ein
ent sprechend kl argestelltes Merkmal nicht ableiten; be
ei ner Kl arstellung wirde also Artikel 123 (2) EPU

verl etzt werden.

Al l genein ist festzustellen, dalR in der urspriunglich

ei ngerei chten Annel dung j egliche nahere Angaben
betreffend die Herstellung der Photodi ode, insbesondere
der Kontakte (Materialien, Verfahrensschritte,

Tr ager konzentrati onen, Schichtdicken etc.) fehlen, so
dall eine eindeutige Interpretation bzw eine

Kl arstel l ung der Anspriche ohne Verl etzung von

Artikel 123 (2) EPU nicht mbglich erscheint.

Der Anspruch 1 verletzt daher den Artikel 84 EPU und i st
schon deswegen ni cht gewahr bar.

Di e Beschwerdefihrerin hat mt i hrem Antrag auf

Ent schei dung nach Aktenl age zu erkennen gegeben, dal3 sie
nicht gewllt ist, die Anspriche zu andern oder aber die
vor gebrachten Ei nwdnde zu wi der| egen. Bei dieser

Sachl age kann di e beantragte Entschei dung nur in Form
der Zuridckwei sung der Beschwerde erfol gen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

2026.D
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M Beer E. Turrini
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